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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 39: Mesure de la diffusion d’humidité et de I’hydrosolubilité
dans les matériaux organiques utilisés dans les composants
a semiconducteurs

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatior

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
orgamsatlons mternatlonales gouvernementales et non gouve

Les Publications de la CEI se présentent so 3 afions internationales et sont agréées

comme telles par les Comités nationaux de }Ja CEI. T s tes effQrts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpréta i tNaité par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I' Comifeés nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a applique Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales e to es Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales co tre Tndiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n'a pr¢ 2 quage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité po 1N

Aucune responsgbilité { i e & a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandatalres e erts rtlcullers et les membres de ses comités detudes et des Comités

référencées establigatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée”sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60749-39 a été établie par le comité d'études 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

La présente norme annule et remplace la CEI/PAS 62307 publiée en 2002. Cette premiére
édition constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47/1860/FDIS 47/1872/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 39: Measurement of moisture diffusivity and water solubility in
organic materials used for semiconductor components

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fof' s

andardization comprising

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Spemﬂcatlons (PAS) and Guijdes

governmental organizations liaising with the IEC also part|c:|pate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonak t re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote internatiopal uniformit ittees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maxirfum ir natipnal and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication ending nationalor regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no joarkiQg proce s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl i i ublication.
r

6) All users should e

7) No liability shall attack to employees, servants or agents including individual experts and
members of its te and |[EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage,. of any wattwe whatsoevef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

9) Attention is dra e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-39 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

This standard cancels and replaces IEC/PAS 62307 published in 2002. This first edition
constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47/1860/FDIS 47/1872/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60749, présentées sous le titre général
Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d’essais mécaniques et climatiques, peut étre
consultée sur le site web de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts of the IEC 60749 series, under the general title Semiconductor devices —
Mechanical and climatic test methods, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 39: Mesure de la diffusion d’humidité et de I’hydrosolubilité

dans les matériaux organiques utilisés dans les composants
a semiconducteurs

1 Domaine d’application

La présente partie de la CElI 60749 détaille les procédures pour la
caractéristiques de la diffusion d’humidité et de [I'hydrosolubHité 5 Ie natériaux

fiabilité des semiconducteurs sous boitier en plastique apté ) i 3 umidité et étant
soumis a une refusion a température élevée au mome S
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 39: Measurement of moisture diffusivity and water solubility in
organic materials used for semiconductor components

1 Scope

characteristic

This part of IEC 60749 details the procedures for the measurement ¢
p bsed in the

properties of moisture diffusivity and water solubility in organic
packaging of semiconductor components.

reliability
and being

These two material properties are important parameter

subjected to high-temperature solder reflow.

NOTE It is recommended that the moisture absorption parame eq i dard”be obtained from the
material suppliers (such as the resin supplier).
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